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OZET:

Kalibrasyon laboratuvarlari, mevcut standard ve referans cihazlarm, birbirleri ile
kargilagtirarak, sistemlerinin  Slgme belirsizligini hem glivence altina - alabilir - hemde
iyilestirebilirler. L

Standard ve referans cihazlarin, ulusal ve uluslararasi sisteme izlenebilirligini saglamak

tizere, Ulusal Metroloji Laboratuvarlarinda yapilan periyodik kalibrasyonlarinda, uzun stireli
stabilitelerine bakiimaksizin, tahmin edilen bir belirsizlikle degerleri tespit edilir. Bunurz amact,
standard ve referans cihazlarin birbirleri ile kargilagtirdmasindan farklidur. |

Bu laboratuvar ici karsilastirmalarla, standard ve referans cihazlarda, bir sonraki
kalibrasyon periyoduna kadar olan siirede meydana gelebilecek beklenmedlk kaymalar
belirlenebilir.

ABSTRACT: | |

Greater confidence and better uncertainty can be ensured in a calibration
laboratory if at least two similar standards are available and are regularly -~
intercompared. | o

The laboratory standards are send to National Metrology Institute (UME) for -
periodic calibration, in order to provide traceability to national and international
standards. The intercomparisons of the laboratory standards are not a substitute

for periodic calibration by a higher echelon, they create information regarding

the longtherm stability of the standards.

Until next calibration period, an unexpected drift of the laboratory standards
can be detected by the intercomparisons.
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- GIRIS:

Genel . olarak; ka]zbrasyon laboratuvarlarinda, referans cxhaz ( kallbratarler) veya
standardlarin davramgiarlnzn ; yada bagka bir deyisle, Rallbrasyonlarm guvenca altna alinmas, bu
referans. ve standardlarm Ulusal Metroloji Laboratuvarlart veya bir iist seviye referanslara sahip |
laboratuvarlar -tarafindan perryodxk olarak kahbrasyonlanmn yapilmasit ile saglamir. Bu iki

kalzbrasyon perzyodu arasinda, referans ve standardlarzn taym edﬂez} blI‘ belzrszzhk]e degerlerini
muhafaza ettxklerl varsayillr - - |

Laboratuvar referans ve standardlarlmn perzyadzk kal;brasyen datalarznm incelenmesi ile
stabiteierl Olgme. belirsizlikleri ve: kalibrasyon periyodlari . hakkinda yorum yapilabilir. Yani
slcme belirsizlikleri 1yile§eblhr veya k{)mle§t1rtleb1hr kalibrasyon periyodlart uzatilabilir yada
tersine kisalttlabtlhr Bu yolla yapilan tahminler yeterli giiven ve emniyeti saglayamazlar.Ornegin
gecmisine ait Kalibrasyon datalart bulunmayan, sisteme yem dahil edilen bir referans veya
standard i igin bir tahmin yuriitmek  giictiir.

‘Laboratuvar referans ve standardlarimin, grup olug.turacak §ek:lde sayﬂarmm artirilmast ve |
stirekli  birbirleri ile laboratuvar i¢i dahili kar§1la§t1malarmm (intercomparisons) yapilmas,
bakim (maintanence) ve taklplerlmn saglanmasz iki kalzbrasyon perly{}du arasinda,kalibrasyon
sistemini guvence altimda tutar. .

LABORATUVAR REFERANS VE ST ANDARDLARININ SAYILARININ
ARTIRILMASI

()ze]lzkle labaratuvar referans cihazlari yani kahbratorler yada kahbrasyonlarda esas alinan
olgme cihazlar, yogun is potanstyeli olan cihazlardir. Burzlarm periymdak kalibrasyonlart igin
laboratuvar. d:§ma glkmasz hem cihazlarin nakliye esnasinda zarar gorme ihtimalini tasir, hemde
bir stire i¢in kahbrasycmlann durdurutmasim gerektirir.

Kahbrasyen ]aboratuvarlarznda,guvmzrhgl saglamak is programinda kesinti yaratmamak,
kalibrasyolarda dlcme belirsizligini iyilestirmek ve diizenli laboratuvar ici kagilastirmalar yapmak
lizere transfer standardlarina ihtiyac vardir. Kahbrasyon laboratuvarimin ulusal ve uluslararast
izlenebilirligi, bu transfer standardlarmin periyodik kalibrasyonlart vasitasiyla saglanir.

Iki benzer standardin laboratuvar ici kargzlag;tir;lmaianyla' sistemn  giivence altma
alinabilir.Elde - edilen fark degerlerden standardlarin davramglar - hakkinda bilgi  sahibi
olunur.Ancak kalibrasyon. laboratuvarlarinda daha biiyiik giivenirlik iic benzer standardin

—birbirleri ile-kagilagtinlmalariyla-elde-edilir. Bu -iight-grubun--{iyelerinden -birisinin - stabitesinin
___bozulmasi halinde, iki_grub iiyesinin birbirine ¢ .{Jzte.-_farkt--deg:@mezken digerinin biiyiik farklilik..

gOstermesi , bize stabilitesi bozulan standardi tespit ~etme sans1 verir.Halbuki iki benzer
standardin kargilagtirilmasinda, her ikisininde tesadiifen ayn: yone aym sekilde olan kaymalari
tespit edilemez, ¢linkii mutlak deger olarak, Slciilen farkta, goze carpan bir degisme
belirlenemez. Goriildiigh gibi olugturulan grubun eleman saylsz arttlkga kallbrasyan sisteminin
glivenirligi de artar.

Dah111 kar§1}a§t1rma]arla stabzhtesmm bozuldugu mut]ak degerinin degistigi tespit edilen
standardta kayma (drift) devam ediyorsa daha siki kontrol altinda tutulur, gerekirse, grubun

giivenirligini azalttigs 1¢1n gmptan Qlkal‘ﬂil‘ Varsa gruba yem uye altnir ve bir stire sik1 gbzlem
altinda tutulur |
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Olusturulan grubun tiim elemanlart, esasen referans siif olmayabilir. Bazist diigiik sinif veya
caligma standard: olabilir. Onemli olan, olugturulan grup icin yeterli stabiliteye sahip olmasi ve
karsilastirmalarda rahatsizhk yaratmamamdlr Ancak grupta en az bir adet yiiksek sinif referans
standard buiunduru]mah Ve kargllagtmnalal diizenli olarak yurutulmeitdlr

LABORATUVAR TRANSFER STANDARDLARE

Kalibrasyon labﬂratuvar]armm tzlebﬂzrhglm temin etmek ve kullamlan re‘remmlmn
degerlerini glincelestirmek iizere, laboratuvarda teskil edilen grubun bir elemani transfer
standardi olarak secilir. Bu transfer standardi bir iist seviye laboratuvartarda benzer standardlaria
karsilastirily ve bir dlcme - belirsizlii+ile - giincel degeri tespit edilir. Transfer standardi,
laboratuvar digina ¢ikmadanonce: ve laboratuvara déndiigiinde hemen diger grub-elemanlart ile

kargtlastirihr, boylece transfer siandardlnm nakledilmem esnasmda b:r ak*:nlzk olup olmadigr teaprt
edilebilir. | B i g B | |

Transfer standardinin se¢iminde bazt hususlara dikkat etmek gerekir.énceiikle' tasinmaya
miisait olmahdir.Ornegin bazi, elektriksel transfer standardlarmin kesintisiz gli¢- kaynaklarina
ihtiyact vardir.  Transfer standardinin stabilitesi iyi degilse, tespit edilen - deger cabuk
degisecesi icin saglikl izlenebilirlik - tesis edilemez. Laboratuvar gartlarinda stabilitesi ¢ok iyi
olan bir kalibratoriin ayi: ~ zamanda transfer standardi olarak kullaniimast, kalibrasyonu igin
jaboratuvar disma c¢ikarilmast , davraniginda bozukluk” yaratabilir, tagmmmas: esnasinda zarar

gorebilir . Sakmcalldlr o
DAHILI KARSILASTIRMALAR

Dahili kargilagtirma yOnteminin esasi, nominal degeri benzer buyuklukierdﬁ:n eleman sayisi
en az 3 olmak tizere bir grup olugturulur ve grup elemenlarinin birbirlerine gore farklart &lciliir.
Olgiilen bu farklarin’ 1statlst1ksel blr y(}ntemle anallzmden sonra, grup elemanlarmm giincel
degerleri tespit edilir. -

Genel olarak, laboratuvar standard ve referanslarmm b&kil’ﬁl igin _ uygulanan -dahils
kargﬂagtlma ile elde edilen datalar “least square” istatistiksel yontemine gore alimr ve
degerlendirilir. Bu metﬂda gbre. transfer standardmm iki kahbrasyc}n perlyadu arasinda grup
elemanlarinin ortalama degerlmn sablt kaldlgi varsayilir. Grup elemaniarmln degerlerinin
tespitmde kullanilan Slcme cihazinin sistematik hatasi ortadan kaldirilir ve rastgele hatalar
minimize edilir. Yamda uc; eleman]z bzr grubun bam karg.ilagtlma yontemleri venlml§t1r |

ORNEK 1: Degerleri X1, Xg, X olari-grup elemanlarimin, sekil 1"de oldugu gibi birbirlerine
gore fark degerlerl Y; 3 ve olgme mhazmm sistematik hatasz B, rasgele hataldrl R; 6 ise, -

1X1"X2+P-Y1-R1 .Y-l?"Xi'i'Xz.-P:Rl- .

X XatP=Y2-R; 0 YorXi+Xs-P=R,
X Xi#P=YeRe  YeXoXi-P=R,
X XtP=YsRs . .YS"X3+X1"P—R5
X XptP=YeR; Yﬁ-xg-;-xz-PMRﬁ _

Grubun ortalama degeri M,
ME(X]+X3+X3)f 3 (Sﬂkll 1)
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Rasgele hatalarin karelerinin t‘oplammlﬁ X X Xy e glitir'e kismi _ tiirevlerinin ‘stfir
oldugudurumda, rasgele hatalar minimumdur. Yukaridaki deklemlerden X,, X, X
coziiltirse,grup elemanlarinin giincel degerleri X, X, X3 tespit edilmis olur.

Xi=M+ 1 (Yi+Y2-Y,-Ye)

_ 6 o

Xo=M+ 1 («-Yi+ Y+ Ys-Ys)

6 5o

Xs=M+ 1 (-Ys- Y+ Ys+ Yo)
6

ORNEK 2: Degerleri X;, X2, X3 olan grup elemanlarinin, sekil 2 ‘de oldugu gibi birbirlerine
gore fark  degerleri Y| ¢'ve dlgme cihazinin sistematik hatast P, rasgekf:_hatallarz R, s1se,

Xj"Xg"I'P:Y:"R} A | Y[*X}'I"XZ-PER;
Xz*Xg*PPﬁYz'Rg Yg-Xz-l-X;;-PﬂRg
X=X 1 +P2Y4-R4 Y.:;"XQ*FX; -P=R4
Xg,*Xg“FP =Y5-R5 . YE"X3+X3-PER5

XI'X§+P2Y6"R6 - Yﬁ*Xr‘l"Xj*P:Rﬁ

Grubun ortalama degeri M,

M=(X;+Xo+X3)/3  (Sekil 2)

..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

X, oX, X,

Rasgele h-atalarm'karelerinin toplammin X;, X,, X3’e gore kismi tiirevlerinin stfir oldugu
darumda, rasgele hatalar minimumdur, Yukandaki deklemlerden X, X.. X3 ¢oOziiliirse,grup
elemanlarinin giincel degerleri X, X, A tespit edilmigs olur, - . |

148



e

_ -X;-l:M'*'-.,L(YI“PYa"Ya'i'Y{;)

C Xe=Ma+ L (- Y+ Yo+ Y- o)

C Xe=M+ 1 (- Ya+ Yot Y Yo)

ORNEK 3: LTréiﬁsfe—r'  standardmin bir fist seviye laboratuvarda periyodik
kargilastiriimalarindan sonra, grup elemanlarmm degerlermm bellr]enmem Ve grubun yeni
ortalama degermin tespit edilmesi.

S -X+P=Y;-R, . Y-S +X;-P=R,

X Xo+P=Y =R, S Yz"Xrl'Xg-P——Rz
XS +P=."Y4-R4_ 0 Y X 4SS P=Ry
S —X;%PEYS“_RS 3 'YS"S +X3“P-—R5
Xz-X;-i-P:Yﬁ-Rﬁ - Yﬁ'XZ‘[‘“X]'P—Rﬁ

ZRZ_RI +R2+R3+R4 +R5 +R5

mf_o m,zp ):am O
aX} | 8X1 - E)X;

XJ:S +____L(-2Y1+Y3+Y3+2Y4"Y5"Y6)

X;=S  +1 (-Yi-Y#42Ys+ Y- 2Ys+ Ye)
6

Grubun yeni ortalama degéri M, M=(S + X1+ X2)/3
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SONUC:

Kalibrasyon laboratuvarlarinda, nominal degerleri . berizer. standardlardan olusturulan
grubun periyodik dahili kargilagtirmalari, ornek 1,2,3 ‘de oldugu gibi yapilabilir. Boylece transfer
standardinin  bir st seviye laboratuvardaki iki ka];brasyon perlyodu arasinda sistem gilivence
altina alinnms olur.

Mesela, bir elektrik kalibrasyon laboratuvarinda ,j’r’"gerilim - transfer  standardi
olarak 732B/FLUKE  secilerek , cok fonksiyonlu kalibratorier 5700Ave J100B/FL.UKE ‘den
otusturulan grubun, DC10V’da dahili  karsilagtirmalary, Null dedektor 845/FLUKE
vasitasiyla yapilabilir ve yukarida verilen istatiksel yOntem ile degerlendirilerek, laboratuvarda
gerilim kalibrasyonlart kontrol altinda tutulabilir. Benzer sekilde, DC direng transfer standard |
ohm ve 10 kiloohm secilerek, 5700A ve 5100B/FUKE = ‘den {)lu§turulan . grubun.  dahili
karsilagtimalarinda fark degerler, 6 1/2 digit multlmetre SSOS/FLUKE ile elgu]ur Ve
degerlendirilir. Boylece laboratuvarda direng kallbrasyon]arl guvence altma alznabﬂlr |

REFERANSLAR:

1.A.F.Dunn, Maintanance of a laboratory unit of voltage IEEE Trans Instrum. Meas.,vol.
IM- 20 pp.2-10, Feb. 197] | |

2.Harry H. Ku, Chapter2. , Statistical concepts in  metrology, Haﬂdbmk (}f Industrml
Metrology, pp.20-50. , Prentice- Hali In{: 1967

3.H.Ural, S.Varol, S.0zgiil, B.Bumm._, DC Volta) standard biriminin olusturulmas: ve
kalibrasyonu, UME, 1991 |

4. FLUKE,Calibration: Philosophy in Practlcﬁa Sectmn 5 Statlfstic Secuon 2 chapter 6,
Standards and Traceability, 1994

P proT R R e T o L o o o e o R D e P e e e P E O e T T D ool Lo oo Iy e o oo o o PR Do o)

150



	1995-01_Page_001_1.jpg
	1995-01_Page_002_1.jpg
	1995-01_Page_003_1.jpg
	1995-01_Page_004_1.jpg
	1995-01_Page_005_1.jpg
	1995-01_Page_006_1.jpg
	1995-01_Page_007_1.jpg
	1995-01_Page_008_1.jpg
	1995-01_Page_009_1.jpg
	1995-01_Page_010_1.jpg
	1995-01_Page_011_1.jpg
	1995-01_Page_012_1.jpg
	1995-01_Page_013_1.jpg
	1995-01_Page_014_1.jpg
	1995-01_Page_015_1.jpg
	1995-01_Page_016_1.jpg
	1995-01_Page_017_1.jpg
	1995-01_Page_018_1.jpg
	1995-01_Page_019_1.jpg
	1995-01_Page_020_1.jpg
	1995-01_Page_021_1.jpg
	1995-01_Page_022_1.jpg
	1995-01_Page_023_1.jpg
	1995-01_Page_024_1.jpg
	1995-01_Page_025_1.jpg
	1995-01_Page_026_1.jpg
	1995-01_Page_027_1.jpg
	1995-01_Page_028_1.jpg
	1995-01_Page_029_1.jpg
	1995-01_Page_030_1.jpg
	1995-01_Page_031_1.jpg
	1995-01_Page_032_1.jpg
	1995-01_Page_033_1.jpg
	1995-01_Page_034_1.jpg
	1995-01_Page_035_1.jpg
	1995-01_Page_036_1.jpg
	1995-01_Page_037_1.jpg
	1995-01_Page_038_1.jpg
	1995-01_Page_039_1.jpg
	1995-01_Page_040_1.jpg
	1995-01_Page_041_1.jpg
	1995-01_Page_042_1.jpg
	1995-01_Page_043_1.jpg
	1995-01_Page_044_1.jpg
	1995-01_Page_045_1.jpg
	1995-01_Page_046_1.jpg
	1995-01_Page_047_1.jpg
	1995-01_Page_048_1.jpg
	1995-01_Page_049_1.jpg
	1995-01_Page_050_1.jpg
	1995-01_Page_051_1.jpg
	1995-01_Page_052_1.jpg
	1995-01_Page_053_1.jpg
	1995-01_Page_054_1.jpg
	1995-01_Page_055_1.jpg
	1995-01_Page_056_1.jpg
	1995-01_Page_057_1.jpg
	1995-01_Page_058_1.jpg
	1995-01_Page_059_1.jpg
	1995-01_Page_060_1.jpg
	1995-01_Page_061_1.jpg
	1995-01_Page_062_1.jpg
	1995-01_Page_063_1.jpg
	1995-01_Page_064_1.jpg
	1995-01_Page_065_1.jpg
	1995-01_Page_066_1.jpg
	1995-01_Page_067_1.jpg
	1995-01_Page_068_1.jpg
	1995-01_Page_069_1.jpg
	1995-01_Page_070_1.jpg
	1995-01_Page_071_1.jpg
	1995-01_Page_072_1.jpg
	1995-01_Page_073_1.jpg
	1995-01_Page_074_1.jpg
	1995-01_Page_075_1.jpg
	1995-01_Page_076_1.jpg
	1995-01_Page_077_1.jpg
	1995-01_Page_078_1.jpg
	1995-01_Page_079_1.jpg
	1995-01_Page_080_1.jpg
	1995-01_Page_081_1.jpg
	1995-01_Page_082_1.jpg
	1995-01_Page_083_1.jpg
	1995-01_Page_084_1.jpg
	1995-01_Page_085_1.jpg
	1995-01_Page_086_1.jpg
	1995-01_Page_087_1.jpg
	1995-01_Page_088_1.jpg
	1995-01_Page_089_1.jpg
	1995-01_Page_090_1.jpg
	1995-01_Page_091_1.jpg
	1995-01_Page_092_1.jpg
	1995-01_Page_093_1.jpg
	1995-01_Page_094_1.jpg
	1995-01_Page_095_1.jpg
	1995-01_Page_096_1.jpg
	1995-01_Page_097_1.jpg
	1995-01_Page_098_1.jpg
	1995-01_Page_099_1.jpg
	1995-01_Page_100_1.jpg
	1995-01_Page_101_1.jpg
	1995-01_Page_102_1.jpg
	1995-01_Page_103_1.jpg
	1995-01_Page_104_1.jpg
	1995-01_Page_105_1.jpg
	1995-01_Page_106_1.jpg
	1995-01_Page_107_1.jpg
	1995-01_Page_108_1.jpg
	1995-01_Page_109_1.jpg
	1995-01_Page_110_1.jpg
	1995-01_Page_111_1.jpg
	1995-01_Page_112_1.jpg
	1995-01_Page_113_1.jpg
	1995-01_Page_114_1.jpg
	1995-01_Page_115_1.jpg
	1995-01_Page_116_1.jpg
	1995-01_Page_117_1.jpg
	1995-01_Page_118_1.jpg
	1995-01_Page_119_1.jpg
	1995-01_Page_120_1.jpg
	1995-01_Page_121_1.jpg
	1995-01_Page_122_1.jpg
	1995-01_Page_123_1.jpg
	1995-01_Page_124_1.jpg
	1995-01_Page_125_1.jpg
	1995-01_Page_126_1.jpg
	1995-01_Page_127_1.jpg
	1995-01_Page_128_1.jpg
	1995-01_Page_129_1.jpg
	1995-01_Page_130_1.jpg
	1995-01_Page_131_1.jpg
	1995-01_Page_132_1.jpg
	1995-01_Page_133_1.jpg
	1995-01_Page_134_1.jpg
	1995-01_Page_135_1.jpg
	1995-01_Page_136_1.jpg
	1995-01_Page_137_1.jpg
	1995-01_Page_138_1.jpg
	1995-01_Page_139_1.jpg
	1995-01_Page_140_1.jpg
	1995-01_Page_141_1.jpg
	1995-01_Page_142_1.jpg
	1995-01_Page_143_1.jpg
	1995-01_Page_144_1.jpg
	1995-01_Page_145_1.jpg
	1995-01_Page_146_1.jpg
	1995-01_Page_147_1.jpg
	1995-01_Page_148_1.jpg
	1995-01_Page_149_1.jpg
	1995-01_Page_150_1.jpg
	1995-01_Page_151_1.jpg
	1995-01_Page_152_1.jpg
	1995-01_Page_153_1.jpg
	1995-01_Page_154_1.jpg
	1995-01_Page_155_1.jpg
	1995-01_Page_156_1.jpg
	1995-01_Page_157_1.jpg
	1995-01_Page_158_1.jpg
	1995-01_Page_159_1.jpg
	1995-01_Page_160_1.jpg
	1995-01_Page_161_1.jpg
	1995-01_Page_162_1.jpg
	1995-01_Page_163_1.jpg
	1995-01_Page_164_1.jpg
	1995-01_Page_165_1.jpg
	1995-01_Page_166_1.jpg
	1995-01_Page_167_1.jpg
	1995-01_Page_168_1.jpg
	1995-01_Page_169_1.jpg
	1995-01_Page_170_1.jpg
	1995-01_Page_171_1.jpg
	1995-01_Page_172_1.jpg
	1995-01_Page_173_1.jpg
	1995-01_Page_174_1.jpg
	1995-01_Page_175_1.jpg
	1995-01_Page_176_1.jpg
	1995-01_Page_177_1.jpg
	1995-01_Page_178_1.jpg
	1995-01_Page_179_1.jpg
	1995-01_Page_180_1.jpg
	1995-01_Page_181_1.jpg
	1995-01_Page_182_1.jpg
	1995-01_Page_183_1.jpg
	1995-01_Page_184_1.jpg
	1995-01_Page_185_1.jpg
	1995-01_Page_186_1.jpg
	1995-01_Page_187_1.jpg
	1995-01_Page_188_1.jpg
	1995-01_Page_189_1.jpg
	1995-01_Page_190_1.jpg
	1995-01_Page_191_1.jpg
	1995-01_Page_192_1.jpg
	1995-01_Page_193_1.jpg
	1995-01_Page_194_1.jpg
	1995-01_Page_195_1.jpg
	1995-01_Page_196_1.jpg
	1995-01_Page_197_1.jpg
	1995-01_Page_198_1.jpg
	1995-01_Page_199_1.jpg
	1995-01_Page_200_1.jpg
	1995-01_Page_201_1.jpg
	1995-01_Page_202_1.jpg
	1995-01_Page_203_1.jpg
	1995-01_Page_204_1.jpg
	1995-01_Page_205_1.jpg
	1995-01_Page_206_1.jpg
	1995-01_Page_207_1.jpg
	1995-01_Page_208_1.jpg
	1995-01_Page_209_1.jpg
	1995-01_Page_210_1.jpg
	1995-01_Page_211_1.jpg
	1995-01_Page_212_1.jpg
	1995-01_Page_213_1.jpg
	1995-01_Page_214_1.jpg
	1995-01_Page_215_1.jpg
	1995-01_Page_216_1.jpg
	1995-01_Page_217_1.jpg
	1995-01_Page_218_1.jpg
	1995-01_Page_219_1.jpg
	1995-01_Page_220_1.jpg
	1995-01_Page_221_1.jpg
	1995-01_Page_222_1.jpg
	1995-01_Page_223_1.jpg
	1995-01_Page_224_1.jpg
	1995-01_Page_225_1.jpg
	1995-01_Page_226_1.jpg
	1995-01_Page_227_1.jpg
	1995-01_Page_228_1.jpg
	1995-01_Page_229_1.jpg
	1995-01_Page_230_1.jpg
	1995-01_Page_231_1.jpg
	1995-01_Page_232_1.jpg
	1995-01_Page_233_1.jpg
	1995-01_Page_234_1.jpg
	1995-01_Page_235_1.jpg
	1995-01_Page_236_1.jpg
	1995-01_Page_237_1.jpg
	1995-01_Page_238_1.jpg
	1995-01_Page_239_1.jpg
	1995-01_Page_240_1.jpg
	1995-01_Page_241_1.jpg
	1995-01_Page_242_1.jpg
	1995-01_Page_243_1.jpg
	1995-01_Page_244_1.jpg
	1995-01_Page_245_1.jpg
	1995-01_Page_246_1.jpg
	1995-01_Page_247_1.jpg
	1995-01_Page_248_1.jpg
	1995-01_Page_249_1.jpg
	1995-01_Page_250_1.jpg
	1995-01_Page_251_1.jpg
	1995-01_Page_252_1.jpg
	1995-01_Page_253_1.jpg
	1995-01_Page_254_1.jpg
	1995-01_Page_255_1.jpg
	1995-01_Page_256_1.jpg
	1995-01_Page_257_1.jpg
	1995-01_Page_258_1.jpg
	1995-01_Page_259_1.jpg
	1995-01_Page_260_1.jpg
	1995-01_Page_261_1.jpg
	1995-01_Page_262_1.jpg
	1995-01_Page_263_1.jpg
	1995-01_Page_264_1.jpg
	1995-01_Page_265_1.jpg
	1995-01_Page_266_1.jpg
	1995-01_Page_267_1.jpg
	1995-01_Page_268_1.jpg
	1995-01_Page_269_1.jpg
	1995-01_Page_270_1.jpg
	1995-01_Page_271_1.jpg
	1995-01_Page_272_1.jpg
	1995-01_Page_273_1.jpg
	1995-01_Page_274_1.jpg
	1995-01_Page_275_1.jpg
	1995-01_Page_276_1.jpg
	1995-01_Page_277_1.jpg
	1995-01_Page_278_1.jpg
	1995-01_Page_279_1.jpg
	1995-01_Page_280_1.jpg
	1995-01_Page_281_1.jpg
	1995-01_Page_282_1.jpg
	1995-01_Page_283_1.jpg
	1995-01_Page_284_1.jpg
	1995-01_Page_285_1.jpg
	1995-01_Page_286_1.jpg
	1995-01_Page_287_1.jpg
	1995-01_Page_288_1.jpg
	1995-01_Page_289_1.jpg
	1995-01_Page_290_1.jpg
	1995-01_Page_291_1.jpg
	1995-01_Page_292_1.jpg
	1995-01_Page_293_1.jpg
	1995-01_Page_294_1.jpg
	1995-01_Page_295_1.jpg
	1995-01_Page_296_1.jpg
	1995-01_Page_297_1.jpg
	1995-01_Page_298_1.jpg
	1995-01_Page_299_1.jpg
	1995-01_Page_300_1.jpg
	1995-01_Page_301_1.jpg
	1995-01_Page_302_1.jpg
	1995-01_Page_303_1.jpg
	1995-01_Page_304_1.jpg
	1995-01_Page_305_1.jpg
	1995-01_Page_306_1.jpg
	1995-01_Page_307_1.jpg
	1995-01_Page_308_1.jpg
	1995-01_Page_309_1.jpg
	1995-01_Page_310_1.jpg
	1995-01_Page_311_1.jpg
	1995-01_Page_312_1.jpg
	1995-01_Page_313_1.jpg
	1995-01_Page_314_1.jpg
	1995-01_Page_315_1.jpg
	1995-01_Page_316_1.jpg
	1995-01_Page_317_1.jpg
	1995-01_Page_318_1.jpg
	1995-01_Page_319_1.jpg
	1995-01_Page_320_1.jpg
	1995-01_Page_321_1.jpg
	1995-01_Page_322_1.jpg
	1995-01_Page_323_1.jpg
	1995-01_Page_324_1.jpg
	1995-01_Page_325_1.jpg
	1995-01_Page_326_1.jpg
	1995-01_Page_327_1.jpg
	1995-01_Page_328_1.jpg
	1995-01_Page_329_1.jpg
	1995-01_Page_330_1.jpg
	1995-01_Page_331_1.jpg
	1995-01_Page_332_1.jpg
	1995-01_Page_333_1.jpg
	1995-01_Page_334_1.jpg
	1995-01_Page_335_1.jpg
	1995-01_Page_336_1.jpg
	1995-01_Page_337_1.jpg
	1995-01_Page_338_1.jpg
	1995-01_Page_339_1.jpg
	1995-01_Page_340_1.jpg
	1995-01_Page_341_1.jpg
	1995-01_Page_342_1.jpg
	1995-01_Page_343_1.jpg
	1995-01_Page_344_1.jpg
	1995-01_Page_345_1.jpg
	1995-01_Page_346_1.jpg
	1995-01_Page_347_1.jpg
	1995-01_Page_348_1.jpg
	1995-01_Page_349_1.jpg
	1995-01_Page_350_1.jpg
	1995-01_Page_351_1.jpg
	1995-01_Page_352_1.jpg
	1995-01_Page_353_1.jpg
	1995-01_Page_354_1.jpg
	1995-01_Page_355_1.jpg
	1995-01_Page_356_1.jpg
	1995-01_Page_357_1.jpg
	1995-01_Page_358_1.jpg
	1995-01_Page_359_1.jpg
	1995-01_Page_360_1.jpg
	1995-01_Page_361_1.jpg
	1995-01_Page_362_1.jpg
	1995-01_Page_363_1.jpg
	1995-01_Page_364_1.jpg
	1995-01_Page_365_1.jpg
	1995-01_Page_366_1.jpg



